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摘要(译)

公开了用于测量液晶显示器的对准轴的样品，制造样品的方法和测量对
准轴的方法。样品包括第一基板，位于第一基板上的第一取向层和第二
取向层。第二取向层位于第一取向层上，并且具有大于第一取向层的各
向异性的各向异性。
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